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Resumen

La fatiga es un daño estructural producido por el estrés ćıclico y la tensión. Un importante
modelo estad́ıstico de vida por fatiga es la distribución Birnbaum-Saunders, el cual fue desarrolla-
do para modelar tiempos de ruptura de materiales que estaban expuestos a fatiga. Presentamos
en este trabajo un nuevo modelo de vida basado en la distribución skew-normal y hallamos
sus funciones de densidad, confiabilidad y riesgo. También encontramos algunas propiedades de
este modelo, una de las cuales se utiliza para obtener la distribución del tiempo de vida de un
sistema conectado en paralelo compuesto por dos componentes expuestas a fatiga que siguen
una distribución Birnbaum-Saunders.
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